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,571 Precede de test de composants *™"*» 
oSprenant une interface pi.otant un appare de tes 



S da Lisation dun test, et dautre part la n.veau de 
cumulees. 
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Description 
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ucw v tion Aiactroniques. EHe trouve plus parti- 

lCM11 ^^^z^t^i^^^^^ 

culierementson util.sat.on , J anB r4tet de la technique, on connaft «V^°° ^ de rinve ntion 

est qu'elle propose un proceae ^^on teste. . lA wri 07/45748 publiee le 4 de- 

r„rrr;r«5^.— .... 

• sSSH 

Vs tfun potentiel a ces bornes de sort.e. g ^ 

du po^ie, Vs a des ,«,tes W e„eures ^ ^ ^ ^ 
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une premiere- phase cfapprentissage..,et 
une deuxieme « phase tfapp.icat.on -. 
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. U ne deuxieme « phase tfappnw*- ■ - ^ fc ^ Les 
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minale Do. ^A form i n a une image statistique des 

[0 011] Pour comparer les ^9 es ^^ esure inter med a ire Dmi la plus P^ c °« P 0S u S ^ r ^ ^rtciatton CPo. 
choisit comme date do mesu J CPi soil dan s une certame P ro P ort '^ r ^;^ re d 3 le P n o m inai e Do. 

L representation de I'evolufon des va.eurs mesu* 

bomes dentree de ce composant d6 mesuf e i^"^ C ela signifie 
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— -j=srr.t: ~^H£S^.=== 

Notamment ; . . 

da.e de mesure pour .a phase duplication. 
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meSUr9 aiUSt6 °' • roc6 d* de test de composants *ectron,ue S dans tecue, 

10026] invention a done pour objetunprocodo detest dec 

. on compare cette valeur de potentiei mesure 
en fonction de cette comparaison, 
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aha rifl test do composants electron.ques dans lequel 
„ [0027] L-invention a cgalement pour objetun precede da test do comp 

. la date de mesure est determ nee au ™V e " d co mposants acceptes. 
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ceptables 6 sont consrferes pour former oooulalion tfapprentissage en 

comporte un seul composant. de , a r6part ition des composants de la W**™ J£ Elle 

valeur Vs tue aux bornes d sort » « co p^ nomjnale Qo On d6f,n.t a^s, 

m esure sont de preference anler.eures a la oa intermedia ires anter.eores • P«J»™ une ^ de me sure 

r a population d-apprentissagepou^ 

sur latigure3. onobtientune re P resentat, °"° „, e q 0 C ette repartition, ou .mage s»atsUque^ 

0 Susprecoce cue .a date * ■ mesu nommale Da ^ , f^C* diluent 

»e!^ 

test etlectue ne serait pas £ mesur9 no minale. intermedial, une image statistique 

me sure que .'on se Snsiderer pour cheque * la <° iS * h ^ 

[00341 Dans une variante, on peu resu „ ats (la valeur Vs) obtenus P ar c •* , fi e 3 0 n peut 
cumulUte-mediairec^^^^^^ 

des donnees obtenues. Dans une var.ante. ^ 
. des criteres fixes. rfapprentiS sage, on choisi, ia date de mesure D, la plus preco 

[0037] Ainsi, au cours de ia pn- <*rr nomin ale Do. demande internationals 

choisi entre la valeur seu.l mrtff*" D« J * v le proced e de lest present* dansta dam ^ 

l0 0381 P°- Ch f if l7 en d SaT"^ 
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un urrs a»nu«. :. msllft Do On peut egalemem caicui*. crrteres ^ a PP fe . ges s t a tistiques 

CPK de la maniere suivante . 
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CPK = MIN I moyenne des valeurs - into basse I / 8 
lmo yennedesvaleurs-limnehautel/S 
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[0039] Par exemple, 

CP Ko = « I. MO ■ «• «~ "*> ■ ' "° ' ** " " 30 ' 
[0041] Lesdiflerentes images elatistiques oe iap H 



[0041] 

preciation CPK, 
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la phase d'apprent.ssage. e, el.e perme ^ ^ ^ 

H K . . ^r»^ «et HAfini COmmB SUit 
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a popuiauun u » * u 

cfappr delation CPKc est defini comme suit 

CPKc = MIN I Mc - limits basse I / Sc 

I Mc- limite haute I / Sc 
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[0 o 5 a, z^™*^^ 

Selnt eire une demarche de type dicho.om.que. 
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dant a la date de mesure nominale . rfaDort clatton CPKde la population de- 

preciation CPKo obtenu pou : to ^°° e ™ toule valeur du coe « ,c,en \^ c P ; a ,^ ue le CO etHc,ent dapprec.at.on 
100541 Selon le schema P r6sen *° ,,gU '° ^ do cnolsi r une date de mesure Dc telle que .e eg , , fes 

bonne, le coefficient tfapprec.at.on de la pop ^ ^ coefljcien , 

Lin. utilisee est 3. sj (a f6petabilrte du test ^^^Z^e proposee pour le 

coefficient ^appreciation CPKc de la pop 

Li n( = 1/2 CPKde la population d'aoprentissage 

• • ,ion CPK de la population d'apprentissage est 

la date de mesure nominale uo. un u 

CPKnom = MlN H Mnom-limite basse. /Snom 

iMnom-lrttehautel/Snom) 

obtenus suite aux iterat.ons effectuees avec 
preciationCPKcjdetini comma surt: 

.. •. u« ta i / Sci • I Mci - limite haute I / Scj } 
CPKci = MIN {I Mci - basse 1 ' Scl ' Mq 

l00631 ,s,imiteshauteet b asse~ 

Lent exprimees en lim.tes haute et basse P ^ ^ ^ des 

Do nna rias valeurs (Vs) obtenues au cours des 5 Ration 

[0065] On acceple comme date de mesure aj 
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determines en (onctwn de la valeur 

Tolerance = 11 'CPKnom 

etOma\ladatedemesufeajuswe. H comp0 sant electronique 

SS Xsant A. Dans un JJ^^^p**. •^^STd. mesure aiustee , .a 
compone un unique composan **~«**^ perme , de determiner ^Wement una to te ^ ^ ^ ^ 

,0069) La phase d'ajustage a.ns orgams P e ^ g6n6fant pas wpdetej 

Ruction en cours. tout en gjKKSi au cours de la phase «*^™%£***«* date de mesure 
tf informations fiables et '^"J*^* t la pha se duplication. Par ™ ^ propose de tester 2500 

(00701 Dans I'exemple presente ligure^s. ^ que c9 sort une . oai rtir|avaleu , 

KaUd.Lorsquel^ 
un eda,edemesure^ 

rnesureepourchaquecomposantSU J , a Ate * ,^re nOT^-^e^ ^ lnate . 
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au moven d'un crrtere appnq«» « \ " rPO tA S 



. la date de mesure determmee est ajustee au 
plication. 
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caracterise en ce que romDO rtant un cumul d'une 

Proc6d e se,on ,a revocation 1 caracterise en ce que ^ 

■ S=S=KSSSESS= =SS»----- 

dale intermediate. 

• ~zz:z=:^"~ 

!mL dm <*» pop"*"*" 1 cu ™ to 

^JV'JSSSSS SSL • JL— 

moyenne, et un ecan W e orem iete forme linea.re 

12 . Pf0 cede ee,on rune des revendicatfcns , ill earache en ce q ue 
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. :aKsss-»^--'-^ ,, '"*~" d " ,, ~* 

, 5 P10C «»lon a ,.».»0toU«'» ra « 6,,s6 "" > ' ,U '' 
accept^ 
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